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 – 2 – 61000-4-4 Amend. 1 © IEC:2010 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 77B: High frequency phenomena, of 
IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

77B/621/FDIS 77B/627/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

_____________ 

 

6.2.2 Verification of the characteristics of the coupling/decoupling network 

Replace the entire text of this subclause by the following: 

The requirements given in 6.1.2 also apply to the measurement equipment that is used for the 
verification of the characteristics of the coupling/decoupling network. 

The waveform shall be individually verified for each coupling line at each output terminal (L1, 
L2, L3, N and PE) of the coupling/decoupling network with a single 50 Ω termination to 
reference ground. Figure 14 shows one of the five verification measurements; the verification 
measurement of L1 to reference ground. 

NOTE Verifying each coupling line separately is done to ensure that each line is properly functioning and 
calibrated. 
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Figure 14 – Verification of the waveform at the output of the 
coupling/decoupling network 

The verification is performed with the generator output at a set voltage of 4 kV. The generator 
is connected to the input of the coupling/decoupling network. The individual outputs of the 
CDN (normally connected to the EUT) are terminated with a 50 Ω load while the other outputs 
are open. The peak voltage and waveform are recorded. 

Rise time of the pulses (10 % to 90 % value) shall be 5 ns ± 1,5 ns. 

Impulse duration (50 % value) shall be 50 ns ± 15 ns. 

Peak voltage shall be 2 kV ± 0,2 kV according to Table 2. 

The residual test pulse voltage on the inputs of the coupling/decoupling network when the 
EUT and the power network are disconnected shall not exceed 10 % of the applied test 
voltage. 

 

___________ 
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AVANT PROPOS 

Cet amendement a été préparé par le sous-comité 77B: Phénomènes haute fréquence, du 
Comité d’Etudes 77: Compatibilité électromagnétique. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

77B/621/FDIS 77B/627/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
 

_____________ 

 

6.2.2 Vérification des caractéristiques du réseau de couplage/découplage 

Remplacer le texte de ce paragraphe par le suivant: 

Les exigences données en 6.1.2 s’appliquent aussi au matériel de mesure utilisé pour la 
vérification des caractéristiques du réseau de couplage/découplage. 

La forme d’onde doit être vérifiée individuellement pour chaque ligne de couplage à chaque 
borne de sortie (L1, L2, L3, N et PE) du réseau de couplage/découplage, avec une seule 
terminaison 50 Ω reliée à la terre de référence. La Figure 14 montre une des cinq mesures de 
vérification; celle de L1 à la terre de référence. 

NOTE La vérification de chaque ligne de couplage séparément est effectuée afin de s’assurer que chaque ligne 
fonctionne correctement et est étalonnée. 
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Figure 14 – Vérification de la forme d’onde à la sortie 
de mode commun du réseau de couplage/découplage 

La vérification est effectuée avec la sortie du générateur à une tension réglée à 4 kV. Le 
générateur est connecté à l'entrée du réseau de couplage/découplage. Chaque sortie du RCD 
(connectée à l’EST en conditions normales) est terminée avec une charge de 50 Ω alors que 
les autres sorties sont ouvertes. La tension crête et la forme d'onde sont enregistrées. 

Le temps de montée des impulsions (valeur de 10 % à 90 %) doit être 5 ns ± 1,5 ns. 

La durée d’impulsion (valeur à 50 %) doit être 50 ns ± 15 ns. 

La tension de crête doit être 2 kV ± 0,2 kV selon le Tableau 2. 

Quand l’EST et le réseau d’alimentation sont déconnectés, la tension impulsionnelle 
résiduelle d’essai sur les entrées du réseau de couplage/découplage ne doit pas excéder 
10 % de la tension d’essai appliquée. 

____________ 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 61000-4-4:2004/AMD1:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9a2be8cf-017e-4646-8e3e-f24453026e38/iec-

61000-4-4-2004-amd1-2010



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 61000-4-4:2004/AMD1:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9a2be8cf-017e-4646-8e3e-f24453026e38/iec-

61000-4-4-2004-amd1-2010



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 61000-4-4:2004/AMD1:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9a2be8cf-017e-4646-8e3e-f24453026e38/iec-

61000-4-4-2004-amd1-2010



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONAL 
ELECTROTECHNICAL 
COMMISSION 
 
3, rue de Varembé 
PO Box 131 
CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 
 
Tel: + 41 22 919 02 11 
Fax: + 41 22 919 03 00 
info@iec.ch 
www.iec.ch 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 61000-4-4:2004/AMD1:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9a2be8cf-017e-4646-8e3e-f24453026e38/iec-

61000-4-4-2004-amd1-2010


